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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE -
ENREGISTREURS X-t

Partie 2: Méthodes d’essais complémentaires recommandées

AVANT-PROPOS

La CE! (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéresse par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CE| collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent
a appliquer de fagcon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme
nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La présente partie de la Norme internationale CEl 1143 a été établie par le comité
d’études 85 de la CEl: Appareillage de mesure des grandeurs électriques fondamentales.

La CEl 1143-1 et 1a CEl 1143-2 annulent et remplacent la CEIl 484 (1974).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

85(BC)18 85(BC)21

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS -
X-t RECORDERS

Part 2: Recommended additional test methods

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any |EC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with- the |EC also participate in this preparation. The |EC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

This part of International Standard IEC 1143 has been prepared by [EC technical
committee 85: Measuring equipment for basic electrical quantities.

The IEC 1143-1 and |[EC 1143-2 cancel and replace the IEC 484 (1974).

The text of this standard is based on the following documents:

Dis Report on Voting

85(C0O)18 85(C0O)21

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 1143 doit étre lue conjointement avec la partie 1 et la
CEIl 51-9: 1988, Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques a action directe
et leurs accessoires ~ Partie 9: Méthodes d’essai recommandées.

Elle donne les détails des essais spécifiques aux enregistreurs X-t. Les conditions
d'essais et les essais plus classiques, qui doivent étre appliqués, seront ceux donnés ci-
aprés, tirés de la liste des paragraphes de la CEl 51-9:

1.2 3.5.2
1.2.8 3.6
1.2.9 3.7
1.2.11 3.8
1.2.12 3.17
1.2.13 3.18
3.2 4.1
3.4 4.6
3.5 410
3.5.2 4.19
3.6

D’autres paragraphes de la CEl 51-9 peuvent également étre appliqués s’ils sont
appropriés.

Afin de faciliter la lecture, la numérotation des paragraphes corrrespond a celie de
la CEl 51-9.

Pour les enregistreurs X-t, 1a frappe n’est pas permise.

En cas de doute, le texte de cette partie 2, aussi bien que celui de l1a partie 1, prévaudra.
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INTRODUCTION

This part of IEC 1143 shall be read in conjunction with part 1 and |IEC 51-9: 1988, Direct
acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories — Part 9:

Recommended test methods.

It gives details of tests which are specific to X-t recorders. The testing conditions and the
more conventional tests, which shall be followed, are those given in the following list of

subclauses from IEC 51-9:

—t mh amd
SN

.8
9

1.2.11
1.2.12
1.2.13
3.2
3.4
3.5
3.5.2
3.6

3.5.2
3.6
3.7
3.8
3.17
3.18
4.1
4.6
4.10
4.19

Other clauses from IEC 51-9 may also be applied, if relevant.

For easier reference clause numbering follows that of IEC 51-9.

For X-t recorders, tapping is not allowed.

In case of doubt, the text of this part 2 as well as that of part 1 shall prevail.
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APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE -
ENREGISTREURS X-t

Partie 2: Méthodes d’essais complémentaires recommandées

1.1 Domaine d’application

Voir la partie 1.
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ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS -
X-t RECORDERS

Part 2: Recommended additional test methods

1.1 Scope

See part 1.
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